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1.- Goometrfa de cristalcs.Pfeticulos de traslacidn;reticulos bidimen
gionales;reticulos tridimensiond es. Reticulos de Bravals. Grupos
de puntos;grupos cspaciales. Simetria microscépica y microsclpi-
Cle =

8.~ Wgturaleze de los rayos Xe Produccion de rayos Xe Radiacidn con=
tinua y caracteristica. Principales tipos de tubos de rayos A.
Longitudes de onda de los rayos . Limite de Duune -Hunt. Zlcc-
cidn de la radiceidn y de los £ilirosS.-

2. - Difraceidn de rayos X. Geometria de difraccién. Difraccidn por
ana fila de dtomos. Pifraccidn por un reticulo cristalina. Con-
1 diciones de difraccidn de Laué. Ley de Bragg. Ordencs de difrac=-
cibm. Reticulo recfvroco. Relacidén de los cspacios interplanares
con la geomcirin de la celdfe.-

4o M&bodo do cristal dnico. Pelfcula plana y cilfndrica. Pelicula
fija y movible. Diagramas de cristal giratorio. _
Orictaeidn del cristal scgun un determinado ecje de giro. (eje &
cristal o linca de retfceulo). Determinacidn del pericdo de iden=
tidad. Determinceidn de los indices, diversos métodos:uso de la
carta e Bernaol. Dicgramas de oscilacidn. Relacidn con 1o simctxi
a eristalina. Ley de Friedel. Ixtinciones reticulircSe-

5,. Método de Debye- Scherrer. Tipos de cémeras. Geometria de las ca
maras. Diferentws posiciones de la pelicula con respecto &l haz
de ruyos X. Medicion de los éngulos de Braggs Jeterminacion de los
espaciados @ . Colocacidn de indices en el sistema edbico; meto=
dos grdficos y analiticos. Determinacidn de la celda unidad. Co-
locacidn de los indices de los sistemas ctibico, tetragonil y hexa
gonsl ; métodos grdficos y analiticos. Colocacidn de indices de
los sistemas rdmbico y monoclinico.-

6.~ Determinacidn precisa de constantes reticulares. Zrrores en la m€

dicidn de los cspaciados @ . sbsoreidn y refraceidn. Erroresfsiste

3 1 4 1 £ g 2 ol A L s
mé€ticos. Metodos preceisos de medicidn. Método Straumanis. Mcetodo
de extrapolacidne.- :

W= Intensidad de difraceidn. Intensidad absoluta y relativa. Factores
que afectan la intensidad de difraccion;factores geométricos;
factores Ti{sicos. Medicién dc intensidades por fotometria y por
estimueeidn visuale =scaluas de intensidad g su preparacidn. Bfedtos
especiales de difusién y difrcccidn.=

8.- Identificacidn de sustoncias por ol método dcl polvo. .nélisis
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cualitativo. Determinacidn de las fases mincralégicas. El siste-
N T ) + P ’ . "
ma ASLW o Su aplicacidn prietica. .ilcances vy limites del método.-

9.~ Difractometria de contador. Principios y usos del métodos.Princ -
plo geometrico del gonidmetro de difraccidn; sistema de colimacidn
tubos detectores; tubo Geiger - wtiller. <denica de registro y
g contador. Preparacidn de la muonbra.-

10.=:ndlisis cumtitativo:aspectos generales. Aleances v linmites del
método. liczclas de dos componenies;mozclas de n componentes. 1éto
do de las adiclones conocidas, lictodo del ®tandard interno. Prepara
cidn de patrones y de la curva de calibracidn.-

1le~ Identificacidn de arcillas mediante difractomeiria, Principios en
que se basa. Prineipio fundamental de le estructura de los nminera-
les arcillosos; silicatos luminares. Sigsemdtica de los sillicatos
de Friederich Liebau.=

l2.~-Identificacidn de los minerales arcilloscs :grupos de los ceolines
montmorillonitas; micas; cloritas. Preparacidn de las nuestras; o
rientadas y no orientadas. :nflisis cuantitativo; elcances y 11~
mites del métodoew=
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